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Streszczenie: Artykut przedstawia opis, stosowanego w metrologii
promieniowania optycznego, spektroradiometrycznego systemu
pomiarowego. Zostal on zbudowany przy uzyciu handlowo
dostepnego kompaktowego spektroradiometru StellarNet Inc,
wyposazonego w autorskie oprogramowanie komputerowe.
Zaproponowany system, na podstawie pomiaru wzglednych
rozktadow widmowych mocy promienistej, pozwala na okreslanie
parametrow kolorymetrycznych promieniowania emitowanego
przez zrédia $wiatta. Obstuga systemu odbywa si¢ poprzez interfejs
graficzny. Interfejs ten sktada si¢ z modutéw gromadzenia, obrdobki
i archiwizacji danych pomiarowych. Dzigki czemu, istnieje
mozliwo$¢ gromadzenia informacji o parametrach zrodet swiatta
w formie bazy danych. Opracowany modut archiwizacji, pozwala
réwniez na okreslanie zmian parametréw s$wietlno-technicznych
zrodet $wiatta zachodzacych w czasie ich eksploatacji.

Stowa kluczowe: oddawanie barw, zrédta Swiatta, GUI, DB.
1. WSTEP

Wspbtczesnie klasyczne zrodta sSwiatta, zaréwno
temperaturowe jak i wyladowcze, sg zastgpowane lampami
typu LED. Jednakze przy przeprowadzaniu tego typu
modernizacji o$wietlenia nalezy pamigta¢ aby powodowata

ono pogorszenia jakosci o$wietlanych  przestrzeni.
W zwigzku z czym nieodzownym jest okreslanie
i wyznaczanie parametréw $wietlno-technicznych

zamiennikOw przy uzyciu odpowiednich metod i narzedzi
pomiarowych. Niestety, znane i rekomendowane metody
inarzgdzia pomiarowe dotyczace klasycznych zrddet
Swiatla, nie zawsze sg poprawne przy zastosowaniu do
mierzenia zrédet LED [1]. Jednym z istotnych parametrow
technicznych, charakteryzujacych zrodta $wiatla, jest
oddawanie przez nie barw o$wietlanych przedmiotow.
Liczbowe okreslenie oddawania barw, musi by¢ adekwatne
do wrazenia barwnego odczuwanego przez cziowieka. W
latach 60 1 70 XX wieku Migdzynarodowa Komisja
Oswietleniowa CIE przedstawila w dokumencie Nr 13.3
metode okreslania oddawania barw przy uzyciu wskaznika
CIE R, (CRI, ang. Color Rendering Index). Obecna wersja
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tego dokumentu jest CIE 13.3-1995. Wiadomym jest takze,
ze przy pomiarach LED-6w, metoda okres§lania ich
oddawania barw wskaznikiem R, nie jest w pelni
obiektywna [2,3]. W zwiazku z czym, CIE podjeta
intensywne prace zmierzajace do uwspotczesnienia metod
wyznaczania tego wskaznika [4,5]. Na przestrzeni ostatnich
kilku lat, powstalo wiele metod oceny jakosci oddawania
barw zrodet $wiatla.

W metodzie CIE R, (CRI) oceniane s3 ro6znice
w wygladzie barwy testowych prébek oswietlanych zrédiem
badanym w poréwnaniu do ich wygladu przy os$wietleniu
zrodtem wzorcowym [6]. Wybér zrédta wzorcowego
uzalezniony jest od wartosci temperatury barwowej najblizej
zrédta badanego. Dla zrédel $wiatta o temperaturze
barwowej najblizszej ponizej 5000 K jest to promiennik
Placka (3000 K) a powyzej 5500 K — iluminant D65. Dla
kazdej z prébek barwnych wyznaczane sg wartosci potozenia
punktu chromatycznosci w ukladzie (u,v) CIE 1961, na
podstawie ktérych obliczana jest warto$¢ szczegdtowego
wskaznika oddawania barw danej probki R;. Ogolny
wskaznik oddawania barw R, jest $rednig arytmetyczng
wartosci R; dla 8 barwnych prébek ustalonych przez CIE.
Wskaznik ten, w odniesieniu do zrédet LED nie zawsze
w petni umozliwia uzyskanie jednoznacznych w interpretacji
wynikéw  [2,3,7]. Dazac do wskazania adekwatnej
w zastosowaniach do wspotczesnych zrodet §wiatta metody
okreslania ich jako$ci oddawania barw w amerykanskim
Narodowym Instytucie Technologii i Normalizacji NIST
opracowana zostala metoda CQS.

Metoda obliczania CQS jest modyfikacja metody CIE
R, (CRI). Do obliczen wykorzystywane jest 15, innych niz
w metodzie CIE R, (CRI), prébek barwnych -
charakteryzujacych si¢ wysokim nasyceniem. Réznice barw
okreslane s3, w bardziej jednorodnej niz przestrzen uv,
przestrzeni CIE LAB  [8]. Pomimo  eliminacji
niedoskonato$ci metody CIE R, (CRI) z 1995 roku oraz
faktu, ze niektérzy uzytkownicy chcieliby mie¢ mozliwos¢,
aby ich systemy pomiarowe zrddet $wiatta umozliwiaty



w trakcie pomiaru dostgp do informacji o wartosci tego
wskaznika [9], metoda CQOS nie uzyskata akceptacji CIE
i nie zostata zarekomendowana do stosowania ze wzglgdu na
istniejace w niej braki. Dazac do opracowania metody oceny
oddawania barw, pozbawionej wad CQS i CIE R, (CRI),
w2015 roku Illuminating Engineering Society USA
przedstawito metode TM 30-15.

Metoda IES-TM-30-15 ocenia oddawanie wiernosci
barwy wskaznikiem Ry oraz zmiany w nasyceniu barwy jako
wskaznik R,. W metodzie tej uzyto 99 probek barwnych
roztozonych réwnomiernie w calej przestrzeni barw. Po
oswietleniu probek Swiattem wzorcowym 1 badanym
obliczane sg réznice barwne w przestrzeni barw CAMO02-
UCS. Nastepnie obliczany jest wskaznik wiernosci Ry
Wyb6ér zrédta wzorcowego zalezny jest od zrédta badanego.
Dla zrédet Swiatta o temperaturze barwowej najblizszej
ponizej 4500 K jest to promiennik Placka, powyzej 5500 K —
iluminant D65, a w zakresie (4500+5500) K — liniowa
kombinacja D65 i zrodta Plancka. Dla kazdej probki
testowej  oswietlanej  zrédlem  badanym i zZrédtem
wzorcowym wyznaczane s3 wspolrzedne barwy (J',a’,b’),
ktére s3 grupowane w 16 komoérek barwnych o réwnej
szerokosci. Dla kazdej komdrki wyznaczana jest $rednia
warto$§¢ (a’,b’), co pozwala na wyznaczenie pola
ograniczonego 16 punktami dla zrédta wzorcowego i zZrédia
badanego i okreslnie wartosci wskaznika R,.

Wszystkie z zaprezentowanych metod odnosza si¢ do
danych pomiarowych dotyczacych wzglednych rozktadéw
widmowych mocy promienistej promieniowania. W zwigzku
z czym, elementem kluczowym do rozpoczecia okreslania
oddawania barw zrddel $wiatla jest pomiar ich rozkladu
widmowego. Wspdtczesnie tego rodzaju pomiary, coraz
czesciej] sa wykonywane z uzyciem spektroradiometru
kompaktowego [10, 11].

2. POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE

Oferowane handlowo kompaktowe spektrofotomet-
ryczne systemy pomiarowe, nie zaspokajaja jednak
catkowicie oczekiwan uzytkownikow co do gromadzenia,
obrobki oraz archiwizacji danych. Przewaznie umozliwiaja
jedynie zapisanie w postaci pliku tekstowego zmierzonego
rozktadu widmowego (SPDs). Niekiedy umozliwiaja
réwniez okreslnie jakosci oddawania barw przy uzyciu
wskaznika R, (CRI) [9], pomimo tego iz wspdiczesna
metrologia promieniowania optycznego oferuje rowniez inne
miary okreslania tej wielkosci.

2.1. Aplikacje dedykowane
Wspbtczesna  aparatura  pomiarowa,  zapewnia
uzytkownikowi dostgp do numerycznych  wartosci
zmierzonych wielkosci. Aplikacje dedykowane czesto sa
w postaci GUI (ang. Graphics User Interface). Przyktadowo
popularne na rynku spektrofotometry firmy StellarNet Inc
sprzedawane s3 z dedykowanym oprogramowaniem
SpectraWiz [12]. Za jego pomoca, uzytkownik moze
wykonywa¢ pomiary spektrometryczne réznych zrdédet
$wiatta. Nieskomplikowany oraz intuicyjny interfejs, ktérego
gléwny panel zostat pokazany na rysunku 1, umozliwia:
1. wizualizacje oraz rejestracj¢ rozktadu widmowego
promieniowania badanego zrédta Swiatta,
2. powickszenie, przy uzycia kursora lub klawisza
wyboru, okreslonego obszaru rozktadu
widmowego,

3. uwzglednienie danych kalibracyjnych
w trakcie przeprowadzania pomiaréw,

4. zapisanie danych do plikow, wybierajac przy tym
krok pomiarowy przechowywanej informacji,

5. wybdr trybu pracy,

6. wybdr parametréw przeprowadzania pomiaru.

systemu

B SpectiaWiz Spectrometer OS v5.33 () 2014 wwwitellarNetus !’ =
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Rys. 1. Panel gtéwny programu SWUpdate firmy

StellarNet Inc [12] z wizualizacja rozktadu widmowego SPDs
mierzonej lampy

Do gtéwnych wad tego oprogramowania zaliczy¢
mozna brak:
1. kontroli prawidtowos$ci procesu pomiaru,

2. systematycznego gromadzenia i  archiwizacji
danych pomiarowych,
3. zapisywania  historii  pracy oraz  danych

pochodzacych z przeprowadzanych pomiar6w,
4. wyliczania i analizy parametrow zrodta swiatta.

Pomimo, ze omawiany przyklad nie wyczerpuje rynku
dedykowanych produktéw o podobnej funkcjonalnosci,
mozna uogdlni¢ ze rzadko kiedy dotaczone do produktu
aplikacje dedykowane spelniaja bardziej wyrafinowane
oczekiwania uzytkownika. W szczegélnosci, jezeli np.
zachodzi potrzeba przeprowadzenia badan zmiany
parametréw technicznych danego zrédta §wiatta w czasie.

2.2. Aplikacje uniwersalne

Istniejg réwniez rozwigzania edukacyjne i badawcze
gromadzace 1  archiwizujagce dane  (rysunek  2)
o wlasciwo$ciach mierzonego zrédla swiatta. Przyktadem
takiego systemu jest bezptatne oprogramowanie SPECCHIO
stuzace do gromadzenia i analizy danych
spektroradiometrycznych [13]. Jednakze nie umozliwiaja
one kompleksowej analizy parametréw $wietlnych zrédet
Swiatta, a ponadto nie s3 one wystarczajagcymi narzedziami
do gromadzenia, analizy i obrabiania zebranych danych.

Architektura SPECCHIO (rysunek 2) pozwala na
efektywne gromadzenie duzej ilo$ci wielowymiarowych
danych oraz dostgp do nich wczasie rzeczywistym.
Graficzny interfejs uzytkownika pozwala na réwnoczesne
przegladanie 1  pobieranie  danych. Wada tego
oprogramowania jest to, iz nie zawiera on narz¢dzi do
wyznaczania 1 wizualizacji parametréw opisujacych
oddawanie barw zrédet §wiatta.
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Rys. 2. SPECCHIO architektura systemu [13]

Majac na uwadze powyzsze niedogodnosci autorzy
postanowili opracowaé, na bazie handlowo dostepnego
spektroradiometru kompaktowego firmy StellarNet Inc [12],
system pomiarowy umozliwiajacy wyznaczanie i analizg
parametréw opisujacych oddawanie barw zrodet swiatla.

3. PREZENTACJA OPRACOWANEGO SYSTEMU
POMIAROWEGO

Przedstawiony w artykule spektroradiometryczny
system pomiarowy zaprojektowano z mysla o tym, aby byt
on przydatnym narzgdziem pomiarowym zardwno dla
uzytkownikéw nieprofesjonalnych jak i dla profesjonalistow
z dziedziny techniki §wietlnej.

3.1. Struktura i funkcjonalno$ci pomiarowe systemu

Moduty wchodzace w sktad architektury tego systemu
pomiarowego, tworzg struktur¢ trzypoziomowa (rysunek 3).
Pierwszy poziom umozliwia wybdr trybu pracy oraz wyboru
opcjonalnych ustawien spektroradiometru i/lub parametréw
zwigzanych z pomiarami (np. liczby probek pobieranych
z urzadzenia, zakresu dlugosci fali, czasu calkowania).
Urzadzenie moze pracowa¢ zarOwno w czasie rzeczywistym
jak tez korzysta¢ z dany pochodzacych z bazy DB (ang.
Data Base) bedacej czegscig sktadowa omawianego systemu.
Drugi poziom oprogramowania umozliwia pobierane danych
bezposrednio ze spektroradiometru oraz przeprowadzanie
obliczen  kolorymetrycznych.  Aplikacja ~ umozliwia
wczytanie danych dotyczacych rozktadu widmowego zrédta
Swiatta wzorcowego (z bazy danych lub z pliku bedacego
wynikiem pomiaru tym uktadem). Istnieje réwniez
mozliwos¢ zapisywania informacji pochodzacych
z pomiard0w do bazy danych. Zapewniono réwniez, aby
uktad umozliwial pomiar warto$ci pradu ciemnego detektora
spektroradiometru.

Istnieje  mozliwo$¢, przedstawiania  obliczonych
parametréw kolorymetrycznych zar6wno w postaci wartosci
liczbowych jak/oraz w graficzne;j.

Wyznaczanymi wielko$ciami s3:

1. potozenie punktu chromatycznosci x,y oraz wartosci
X,Y,Z w uktadzie kolorymetrycznym CIE 1931,

2. potozenie punktu chromatycznosci w ukladzie u’,v’
CIE 1976,

3. wartosci szczegdtowych i1 ogdlnego wskaznika
oddawania barw R;, CIE R, (CRI),

4. wartosci wskaznikow oddawania barw R; R,
wedlug metody IES TM 30-15 i ich wizualizacja,

5. wartosci wskaznikow oddawania barw wedtug
metody NIST CQS (Q,),

6. rozktadu widmowego mocy promienistej SPDs,
7. temperatura barwowa najblizsza T),.
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Rys. 3. Architektura opracowanego sytemu pomiarowego

3.2. Prezentacja interfejsu graficznego aplikacji oraz
poréwnanie jej mozliwosci z aplikacja dedykowana

Opracowane oprogramowanie umozliwia wyznaczanie
parametréw kolorymetrycznych zrédet swiatta zarowno dla
danych pochodzacych z pomiaru jak i dla wczytanego z bazy
rozktadu widmowego badanego zrodlta (rysunek 4a).
Wizualizacje parametréw kolorymetrycznych zrédet swiatta
realizujag moduty CIE R, (CRI) — rysunek 4b, NIST CQOS -
rysunek 4c oraz IES TM 30-15 - rysunek 4d. Graficzna
forma przedstawiania danych pomiarowych utatwia
uzytkownikowi ocen¢ parametry oddawania barw badanego
zrodta  $wiatta. Fakt iz wartosci liczbowe opisujace
oddawanie barw przedstawione sg w réznych uktadach ich
wyznaczania czyni ta aplikacj¢ bardzo uzytecznym
iprzydatnym  narzedziem = pomiarowym = pomocnym
w procesie oceniania jakosci parametréw zrodet swiatta.

W tablicy 1 przedstawiono zestawienie funkcjonalnosci
opracowanego spektroradiometrycznego systemu
pomiarowego ~w  porOwnaniu ich  funkcjonalnosci
oferowanych poprzez przyrzad firmy StellarNet Inc. Jak
mozna zauwaza¢ na podstawie danych zawartych w tej
tabeli, w standardowej wersji przyrzad StellarNet umozliwia
jedynie wyznaczanie rozkltadu widmowego zrédet $wiatta
SPDs. W zwiagzku z czym, nie posiada on funkcjonalnosci
oferowanych  przez  opracowany  przez  autoréw
spektroradiometryczny system pomiarowy.

Tablica 1. Funkcjonalnodci aplikacji spektroradiometrycznych

Wyznaczanie
To[K]| Ry, | Rf | R, | Qg |SPDs
aplikacja StellarNet - - - - - v
aplikacja autorska v v v v v v

Do zalet opracowanej aplikacji pomiarowej nalezy zaliczy¢:
1. modulowos¢ systemu,

kontrol¢ prawidtowosci procesu pomiaru,

przejrzyste przedstawianie wynikéw obliczen,

systematyczne gromadzenie i archiwizacj¢ danych,

mozliwo§¢ pomiaru rozktadu widmowego mocy

promienistej SPDs,

6. wyliczanie i analize
kolorymetrycznych zrédia Swiatta.

Nk LN

parametrow
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Cztery pierwsze pozycje powyzszego zestawienia opisuja
cechy  uzytkowe  opracowanego  oprogramowania.
Z naukowo-badawczego punktu widzenia istotne sa jednak
wlasciwosci metrologiczne tego systemu. Wplywaja na nie
wymienione w ostatnich dwoéch punktach powyzszego
zestawienia funkcjonalnosci.

a)

Rys. 4. Widok interfejsu graficznego: a) wezytywanie rozktadu
widmowego; b) wizualizacja w systemie NIST CQS; ¢)
wizualizacja w systemie CIE CRI; d) wizualizacja w systemie
IES T™ 30-15

3.3. Wlasciwosci metrologiczne opracowanego systemu

W zwiazku z ograniczona obje¢toscia niniejszego
opracowania, w artykule nie zawarto informacji na temat
parametréw uzytego w opracowanym systemie pomiarowym
spektroradiometru kompaktowego poniewaz ich omdwienie
mozna znalez¢ w publikacjach: ,,Doktadnos¢ pomiarowa
spektroradiometréw typu CCD” [10] oraz ,,Istotne parametry
spektroradiometru wielokanatowego™ [11].

Wiasciwosci metrologiczne opracowanego systemu
zostaly okreSlone na podstawie zestawienia wynikow
pomiaréw parametrow kolorymetrycznych réznego typu
zrodet $wiatta. Ta sama lampa byla mierzona omawianym
systemem pomiarowym 1i jej parametry byly pordwnywane

z warto$ciami uzyskanymi podczas pomiaré6w
laboratoryjnym spektroradiometrycznym systemem
pomiarowym Optronic OL750 [14]. Ten uznawany

mi¢dzynarodowo jako wzrcowy,
system pomiarowy sklada si¢ z:
1. podwdjnego monochromatora na zakres dtugosci
fali od 200 nm do 30000 nm, doktadnosci
ustawienia dlugosci fali  £0,05%, dyspersji

2nm/mm i czestotliwosci czopera regulowanej w
zakresie od 10 Hz do 350 Hz,

2. ukfadu detekcyjnego OL 750-HSD-310 PMT (AC)
zbudowanego przy uzyciu fotopowielacza,
pracujacego zakresie pomiarowym fotopradéw od
10° A do 10® A, w zakresie diugosci fali od 200
nm do 800 nm. Napiecie zasilajace fotopowielacza,
zapewniajace jego liniowa pracg, moze by¢
regulowane w zakresie od 500 V do 1100 V.

3. uktadu detekcyjnego OL 750-HSD-300 Si (AC)
zawierajacego fotodetektor krzemowy na zakres
dtugosci fali od 200 nm do 1100 nm, pracujacego w
zakresie fotopradéow od 107 A do 10" A,

4. kontrolera sterujagcego monochromatorem,

spektroradiometryczny

5. komputera PC stuzacego do zbierania danych
pomiarowych.

4. POMIAR I ANALIZA PARAMETROW
KOLORYMETRYCZNYCH WYBRANYCH
ZRODLA SWIATLA

W tablicy 2, 3 oraz 4 przedstawiono wartosci
parametréw kolorymetrycznych wybranych zrédet swiatla
W Tablicy 2 zestawiono parametry 60 W zaréwki Osram
oraz sodowej pampy lampy wysokopreznej Philips. Tablica
3 zawiera zestawienie danych dotyczacych -cieptobialej
i chlodno biatej swietlowki typu T8, a tablica 4 dotyczy
lamp typu LED Lumileds, charakteryzujacych si¢ ciepta
izimng temperaturg barwowa. Dane zawarte w tablicat,
zostaly wyznaczone na podstawie pomiaréw:

- opracowanym (kolumna SA - System Autorski),
- laboratoryjnym (kolumna SL — System Laboratoryjny)
spektroradiometrycznym uktadem OL 750. Wartosci,

parametrow kolorometrycznych zrédet $wiatla,
wyznaczone w tym ukladzie =zostaly przyjete jako
WZOIrcowe.

Tablica 2. Parametry kolorymetryczne zaréwki oraz lampy
wytadowczej HPS

Zarowka Osram 60W  |Lampa wytadowcza HPS
SA SL A SA SL A4
T, [K]l| 2814 2812 -2 2262 2236 |26
R, 100 100 0 65 63 -2
Ry 100 100 0 28 25 -3
R, 100 99 -1 -23 -28 -5
Q, 98 98 0 65 65 0

Tablica 3. Parametry kolorymetryczne swietlowek

Swietlowka cieptobiata Swietlowka zimno-biata

SA SL A SA SL A4

T, (K] 2958 2940 -18 4254 4289 35
R, 86 85 -1 64 63 -1
Ry 54 51 -3 16 13 -3
R, 2 2 0 -82 -87 -5
Q 82 30 2 65 64 -1

Roéznica pomiedzy  wartoscig danej  wielkosci,

wyznaczong systemem autorskim a wartoscia wzorcowa,
oznaczona jest jako i umieszczona w trzeciej kolumny
kazdej tabeli. Na podstawie danych zawartych w tablicy 2, 3
oraz 4 mozna stwierdzi¢, ze rbéznice w wartosciach
parametrow kolorymetrycznych zrodet Swiatta
wyznaczonych przy uzyciu opracowanego sytemu s3
znikomo mate w stosunku do warto$ci wyznaczonych
w uktadzie przyjetym jako wzorcowy.

Tablica 4. Parametry kolorymetryczne lamp LED

LED 3000 K LED 5000 K
SA SL A SA SL A
Ty [K] | 3071 3070 -1 4834 | 4921 87
R, 95 94 -1 73 72 -1
Ry 87 87 0 32 30 -2
R, 80 80 0 -26 -30 -4
Qs 93 92 -1 74 73 -1

Najwigksza réznicg wartosci pomiarowych temperatury
barwowej T,, wynoszaca 87 K, odnotowano w przypadku
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lampy typu LED 5000 K. Jednakze mozna ta wartos¢
przyjac¢ jako dopuszczalng przy przeprowadzaniu pomiaréw
lamp stuzacych do oswietlenia ogdlnego, poniewaz w tego
typu aplikacjach przyjmuje si¢, ze zmierzona wartos¢
temperatury barwowej nie powinna odbiega¢ wigcej jako
100 K od wartosci rzeczywistej.

5. WNIOSKI

Niniejszy  artykul  opisuje  system pomiarowy
zbudowany na bazie kompaktowego spektroradiometru
StellarNet Inc. W omawianym systemie, na bazie pomiaru
rozktadu widmowego promieniowania emitowanego przez
zrodia §wiatla okreslane sg ich parametry kolorymetryczne.
Wyznaczane jest polozenie punktu chromatycznosci oraz
temperatura barwowa T,. Charakteryzowane jest rowniez
oddawanie barw wyrazone wskaznikami opisanymi w
systemie CIE R, (CRI), Q; (NIST CQS) oraz R; R, (IES TM
30-15).

Na  podstawie przeprowadzonych ~ pomiaréw,
stwierdzono ze dla przeprowadzania tym systemem pomiaru
parametréow zrodet $wiatla stuzacych do oswietlenia
ogélnego doktadno$¢ pomiarowa tego sytemu jest
wystarczajaca, poniewaz nawet dla lamp chtodno-biatych
typu LED réznica pomigdzy wartoscia temperatury
barwowej T, wyznaczong opracowanym systemem, a
warto$cia zmierzong przyrzadem uznanym za WZOICOWY
wynosi mniej jak 100 K, czyli nie przekracza wartosci
uznanej jako graniczna przy przeprowadzaniu pomiaréw
lamp stuzacych do ogdlnych celéw oswietleniowych.
Ponadto niezaleznie od przyjetego systemu stuzacego do
opisu oddawania barw zrddet §wiatta réznice w wartosci
zmierzonej w poréwnaniu do warto$ci wyznaczonej
przyrzadem wzorcowym maksymalnie wynosza 5. Wynik
ten mozna uzna¢ za bardzo dobry, poniewaz dopiero
liczbowa zmiana wskaznika R, o wigcej jak 5 skutkuje tym
ze czlowiek rdéznie percypuje to oswietlenie. Zmiany
w wartosci Ra na poziomie nizszym niz 5 nie wptywaja na
zmiany odczué wizualnych u cztowieka.

Dalszy rozwdj omawianego systemu, zaklada jego
uzupetnienie o rozszerzony sposéb gromadzenia danych w
postaci bazy danych, z danymi dotyczacymi rozktadéw
widmowych lamp, dostgpnej za posrednictwem sieci
internetowe;.
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THE SPECTROPHOTOMETRIC SYSTEM FOR MEASUREMENTS AND ANALYSIS
OF LIGHT SOURCES COLOR RENDERING PROPERTIES

This article describes a measurement system, used in the field of optical radiation metrology. The measurement system,
proposed by the authors, was built using a commercially available spectrophotometer of StellarNet Inc, equipped with
author's design software to communicate with the computer. The presented system has capability to determinate the
colorimetric parameters of the radiation emitted by light sources, based on the relative radiated power spectral measurements.
It also can provide color rendering properties of the light sources analysis by using different metrics — CIE R, (CRI), O,
(NIST CQS) and R; R, (IES TM 30:15). The system architecture is build base on three levels: initial settings as work mode,
hardware specification etc., data processing and visualization. All functionalities are available through a simple, multi-tasking
graphical interface, that consists of three modules: data collection, processing and archiving. Such a modularity insures
transparent and systematical gathering of the measured data, ordering them both: thematically and temporally. The data
archiving module allows to create a database, that permits users to observe time dependent differences in the light source
parameters during their use. The database also enables monitoring and analysis light sources parameters. Further development
of this measurement system, assumes an extension of the way information is collected. We plan to create an online database,
aiming to collect information carried out anywhere in the world.

Keywords: color rendering, light sources, GUI, DB.
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